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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEY est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de 1a CEI

@ Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin

@® Report on IEC Activities
Published _‘,’3'.’.!4_‘,’

@®  Catplogue des publications de la CEX

Pubjié annuellement

Terminglogie

En ce|qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporteral & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniqugq International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres| séparés traitant chacun d’un sujet défini, 1'Inde
général 4tant ﬁublié séparément. Des détails complets sur
V.E.I. pguvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présentep
ont été sqit repris du V.E.I., soit spécifiquement ap
fins de cette publication.

Symbol¢s graphiques et ligtéra

Pour Igs symboles graphi
d’usage gfnéral appre
— la Pyblication 27 ded
en électrotechniqu€;

— la Py
mand

Les syq
ont été s
spécifique

@® Catalogue of IE blications

ferred to IEC Publi-
[Vocabulary (I.E.V.),
hapters each dealing
peing published as a
. will be supplied on

e present publication
aye either been taken from the I.E.V. or have been specifically
pved for the purpose of this publicatjon.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbolk and signs approved
by the IEC for general use, readers are |referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols tq be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in th¢ present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the pyirpose of this publi-
calion.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumeérent les autres publications de la CEI
préparées par le Comité d’Etudes qui a établi la présente
publication.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
cover, which list other IE C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES |
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Septieéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes pour courant continu 2 film de polystyréne
Choix des méthodes d’essai et régles générales

PREAMBULE

mités d’Etudes
mesure possible

1) Hes décisions ou accords officiels de la CEX en ce qui concerne les quegti
du sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprimerx
yn accord international sur les sujets examinés.

2) ( nationaux.

3) naux adoptent
hs nationales le

e doit, dans la

bt résistances

Lla présente
pour équipem

4 j lors s of tenue 4 Bucarest en 1974. A la suite de cette réunipn, un projet
1évi 40(E satraly363, fut soumis & I’approbation des Comités pationaux suivant la
Rég T

Iles

Norvege
Pays-Bas
Pologne
Espagne Roumanie
Etats-Unis d’Amérique Suéde
Finlande " Suisse
France - _ ~ Turquie » ‘
Hongrie ' Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Ttalie . . Yougoslavie

La présente norme remplace la Publication 275 de la CEI: Condensateurs a diélectr?que en film de
polystyréne.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 7: Sectional specification:
Fixed polystyrene film dielectric direct current capacitors
Selection of methods of test and general requirements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IE C on technical matters, prepared k
National Jommittees having a special interest therein are represented, expres

cons:znsus of opinion on the subjects dealt with.

"~ 2) They have fthe form of recommendations for international use and thej

sense.

3) In order to
text of the
between th
the Jatter.

This standlard has bgen pre
Electrcnic Equipmen@
A draft was discussed

Docunient 4
Months’ Ry

The followi)

leitly in favour of publication:

1the
onal

that

t the

ed in

s for

Six

Poland -
Romania
Spain
Finland Sweden
* France Switzerland
Hungary Turkey
ITtaly Union of Soviet Socialist Republics
Netherlands United States of America
Norway | Yugoslavia

This standard replaces 1 E C Publication 275: Polystyrene Film Dielectric Capacitors.
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1.

i CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMEN_TS ELECTRONIQUES

Septiéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes pour courant continu a film de polystyréne
Choix des méthodes d’essai et régles générales

SECTION UN — GENERALITES

Domaine d’application

La présente norme s’applique aux condensateurs fixes pour courantcontinu dentde
est un film de polystyréne et les électrodes de minces feuilles de méta

tinés 4 €tre utilisés dans les équipements électroniques.

Les sévérités d’essai et les exi
d’un niveau égal ou supérieur a

Documents de référenee :
@ i EtreNutilisée conjointement avec d’autres publications:

les spécifications particuliéres
pécification intermédiaire, un nive

Seéries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
Modification n° 1 (1967).
Modification n° 2 (1977).

y Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Rublic

diélectrique

Ces Condensateyirs sont des-

hsse 200 var.

Objet
L’objet de cette norme est de prescrire fe§ valeurs ré ntiellps des caractéristiques, de choisir,
dans la Publication 384-1 de la QEL te ‘ egsai app1o

priées et de fixer les exigences géné-

doivent étre
au inférieur

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électronique
(1972) Premiére partie: Terminologie et méthodes d’essai.
Publication 384-1A: Premier complément a la Publication 384-1 (1972).
(1973) '
Publication 384-1B: Deuxiéme complément a la Publication 384-1 (1972).
(1975)

Publication 384-1C: Troisiéme complément a la Publication 384-1 (1972).
(1977)
Publication de I'ISO:

Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres normaux-
(1973)
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 7: Sectional specification:
Fixed polystyrene film dielectric direct current capacitors
Selection of methods of test and general requirements

SECTION ONE — GENERAL

1. Secope

Thi{ standard relates to fixed d.c. capacitors, containing a dielectric of pelystyrené\filfi;|and

electrqdes of thin metal foils. They are intended for use in electronic equip

Caphcitors for a reactive power exceeding 200 var are not covered t

Caphpcitors for radio interference suppression are not included jmthis $ veregdl by
IE C Rublication 161, Capacitors for Radio Interference Suppréssi

2. Olject
The|object of this standard is to prescri Fom
IE C Publication 384-1 the appropriate<meth ' ieheral performance reqyire-
ments [for this type of capacitor.
Test] severities and requirements pres¢ribed in dgtai ifications referring to this sectipnal
specifigation have to be of equal or higher level\becs egradations are normally not permitted

3. Related Jocuments

This| standard's the following publications:
1EC Bublications:

Publicati ing\Codes/for Resistors and Capacitors.

(197

Publicatiox 3 umber Series for Resistors and Capacitors.

(196 qendment No. 1 (1967).

pendment No. 2 (1977).
Basic Environmental Testing Procedures.
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment.-

Publication68
Publication 384

(1979) Part 1: Terminology and Methods of Test.
Publication 384-1A: First supplement to Publication 384-1 (1972).
(1973)

\ Publication 384-1B:  Second supplement to Publication 384-1 (1972).
(1975) : ~
Publication 384-1C: Third supplement to Publication 384-1 (1972).
(1977)

1.0 Publication:

ISO Standard 3: Preferred numbers — Series of preferred numbers.

(1973)
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4, Terminologie

En complément aux termes et aux définitions appropriés figurant dans la Publication 384-1 de la
CEI, la définition suivante est applicable: ‘

4.1 Classe de stabilité

La classe de stabilité est définie par la tolérance sur le coefficient de température en méme temps
que par la variation de capacité admissible aprés des essais déterminés. La classe de stabilité est
fixée dans la spécification particuliére.

Le tableau I page 10 indique les classes de stabilité.

SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES PREFE TIELLE

5. [Caractéristiques

Catégories climatiques préférentielles

nformément
hleur humide
—10°Ca —55°C

470 °Ca +85°C

gesydoivent étre prises parmi celles figurant dans les
\ r 7 .7 . -
1. Les sévérités pour les essais de froid|et la chaleur

h 4 une tem-

Séries Tolérances Code tolérance
E © 207, M

E 12 +109% K

E 24 +5% J

E 48 +2% G

E 96 +1% F

E 192 - +0,5% D

Dans tous les cas la tolérance minimale est -1 pF. Des valeurs de capacité, complémentaires de
celles de la série E 192, et des tolérances complémentaires peuvent étre spécifiées.
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4. Terminology

In addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication 384-1, the following
definition applies:

41 S ability class

The stability class is defined by the tolerance on the temperature coefficient together with the per-
missible change of capacitance after defined tests. The stability class is stated in the detail specification.

Table I, page 11 shows the stability classes.

SECTION TWO — PREFERRED RATINGS AND CHARACTE 1

5. Ratings and characteristics

5.1 Preferred climatic severities

The|capacitors covered by this standard are classiﬁéd into Chimati gategori i the
generall rules given in I E C Publication 68-1 (1968), Part 1+
Thelseverities for the cold, dry heat and damp heat (steady sjate)te all preferably be within

tae following ranges:

cold (Test A):
dry heat (Test B):

* with
Valyes selected within tf 2 ha D 8-2.
The sgverities for the pold % e ¢ lower and upper category temperdture

raspectively.

5.1.1 Assisfed drying and

a relative humidity

5.2 Preferrg
The
Tolerance Tolerance code
E 6 +209% M
E 12 +10% K
E 24 +5% J
E 48 +29% G
E 96 +1% F
E192 +0.5% D

In any case the minimum tolerance is 4-1 pF. Additional values of capacitance outside the E 192
range, and additional tolerances, may be specified.
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5.3 T ension nominale (Ug)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 25-40-63-100-160 V et leurs multiples
décimaux.

Ces valeurs sont conformes a la série de base des nombres normaux RS donnée dans la Norme

ISO 3.

Les valeurs 125, 200 et 500 V, prises dans la série R10, peuvent &tre utilisées a des fins de remplace-

— 10 —

ment, pendant une période ne dépassant pas 5 ans & compter de la publication de cette iorme.

5.4 Valeurs préférentielles du coefficient de température nominal et des tolérances assocides et valeurs

préferentielles des variations de capacité admissibles

Les valeurs sont données dans le tableau I ainsi que les combinaisons préférentielles de ces valeurs.

“Le tableau n’est pas applicable aux valeurs de capacité inférieures & 50 pF.

TABLEAU 1 (\ x
Classe de Coefficient de température en millioniémes par dégré Celsi Vagjation de papacité
stabilité T 10/ °C) \ Missibe *
AN
—80 —100 125 160 .
+20 &5 (\\/}\i/s{ (} ‘>oo £(0,3% + O[3 pF)
+40 50 "\ \6\0\-/ £80 +(0,5% -+ 0[5 pF)
D
\\st b}w/ 4100 +(0,75% + .75 pF)
\\ |/ +£125 +160 £(1% + 1 pF)

5.5

6. [Marquage

res dhacun des

essais suivants:

température (dérive de capacité aprés cycle thermique, 1 cycle).

6.1 Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises dans la liste ci-aprés; I'impor-
tance relative de chaque information est indiquée par son rang dans la liste:

a) Capacité nominale.

b) Tolérance sur la capacité nominale.

Note. — Valeurs de capacité et tolérances peuvent étre marquées en code, mais, dans ce cas, le code utilisé doit &tre
' I’un de ceux de la Publication 62 de la CEIL

¢) Tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par le symbole === ou —).

d) Année et mois (ou semaine) de fabrication (peuvent étre indiqués suivant 1’un des codes donnés

dans la Publication 62 de la CEI).
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5.3 Rated voltage (Ux)

The preferred values of rated voltage are: 25-40-63-100-160 V and their decimal multiples.

These values conform to the basic series of preferred values R5 given in ISO Standard 3.

The values 125, 200 and 500 V, chosen from the R10 series may be used for replacement purposes,
fcr a period not longer than 5 years after publication of this standard.

5.4 Preferred values of the nominal temperature coefficient with associated tolerances and preferred values

of permissible change of capacitance

The values are given in Table I and also the preferred combinations of these values. The table

is not Valid Tor capacitance values smaller than o0 pF.

TaBLE I

NN

Stahjlity class

Temperature coefficient and tolerance in parts per million p
degree Celsius (10¢ / °C)

N

N

issible

pacitance *

—80 —100

—125

AW
R

1 420 +25

?(g\) / i@ i>i(o.3% + 0.3 pF)
N

2 +-40 +50

. (
p

+(0.5% + 0.5 pF)

3\ :t60(\ ﬁO\

+(0.75% + 0.75 pF)

) N A

+(19% + 1 pF)

* Permipsible chan@aa {tance after.ea
Tempgrature cyclic drift’(ow .

Rapid| change of tempesa
Endugance.

5.5 Categon

6. Marking

% \ﬂz;) +160
of Mwing tests:

d as the upper category temperature, therefore the category voltage

6.1 Tte information given in the marking is normally selected from the following list: the relative im-
portance of each item is indicated by its position in the list:

a) Rated capacitance.
b) Tolerance on rated capacitance,

Note. — When capacitance valués and tolerances are coded, one of the methods specified in IEC Publication 62

should be used.

c) Rated voltage (direct voltage may be indicated by the symbol === or —).

d) Year and month (or week) of manufacture (may be indicated by one of the codes given in IEC

Publication 62).
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e) Nom du fabricant ou marque de fabrique.

f) Repére de ’armature extérieure si prescrit dans la spécification particuliére.

g) Désignation de type du fabricant.

h) Coefficient de température et classe de stabilité.

i) Catégorie climatique.

k) Référence a la présente norme et/ou & la spécification nationale applicable au condensateur.

Note. — Lorsqu’une désignation CEI est utilisée, soit pour le marquage d’un produit, soit dans la description de
- ce produit, le fabricant a Ialresponsabilité d’assurer que ’article satisfait aux exigences de la spécification
correspondante. La CEI, en tant qu’organisme, ne peut accepter aucune responsabilité en la matiére.

6.2 Le condensateur doit porter lisiblement les informations a), b), ¢) et f) et le plus possible de celles
des autres informations considérées comme utiles.

it Btre évitée.

6.3 ¢¢es contenues

6.4 s€ ey ayoirgucune confusion.

7.1 ads de type. L’échantillon dgit &tre repré-
pe considéré (voir note).
Le nombre appropri ; jes.gin accord entre utilisateur et fougnisseur.

Tout groupe ou ' i§ A Ane série d’essais doit comprendre aji moins cinq

Les essais et partiond sgsai doiventétre effectués dans ’ordre de leur énumération dans [le tableau des
essais. :

e prérogative

pntillons pré-
nde toujours

qui n’étaient
pas apparus lors des essais originaux, ou simplement des défauts de fabrication quye 1’on devra

COITIEET:

7.3 Tout condensateur qui a été soumis & une partic quelconque des essais de type qui peuvent étre
considérés comme destructifs, ne doit pas étre utilisé sur un appareil ni réservé aux stocks.

8. Programme des essais de type

8.1 Tous les condensateurs doivent &tre placés pendant 24 4- 2 h dans les conditions atmosphériques
normales d’essai telles qu’elles sont spécifiées au paragraphe 5.3 de la Publication 68-1 (1968) de la
CEL :
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e, Manufacturer’s name or trade mark.
f) Indication as to which termination is connected to the outside foil (when prescribed in the detail
specification).
g} Manufacturer’s type designation.
h) Temperature coefficient and stability class.
i} Climatic category
k) Reference to this standard and/or to the national specification appropriate to the capacitor.

Note. — When an IE C designation is used, either for the marking of the product or in a description of the product,
it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the item meets the requirements of the relevant
specification. The IEC, as a body, can accept no responsibility in this matter.

6.2 Tae capacitors shall be clearly marked with the items @), b ), ¢) and f) and with as many as possible
ol the remaining items as is considered useful.
Any dyplication of information in the marking on the capacitor shall be avoided.

6.3 The pa , 1)
ard k)

6.4 Anyad
SECTI( METHODS

7.1 This st .Y ; be representative of the range
of valy
The ap) ier.
Any part or sub-part of & : A _Sgrie five
specimens of a particuls e, rat -
Tests gnd parts of tests ghal
This stgndard doe pre~
rogativg of the authe
Note, — ge, 6 idua gs, shown in this standard may be submitted to these tests in order to
7.2 Someo uc-

tion to

Failure|in the Tatter testy may show defects in design not apparent in the original test or may mefely
inzdicatT defects in production which need to be corrected.

7.3 Aay capacitor that has been subjected to any of the type tests which may be considered destructive,
skall not be used in equipment or returned to bulk supply.

8. Schedule for type tests

8.1 All capacitors shall be conditioned for 24 4 2 h under the standard atmospheric conditions for
testing as specified in Sub-clause 5.3 of I E C Publication 68-1 (1968).
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Tous les condensateurs doivent étre soumis aux essais suivants, dans 1’ordre indiqué ci-aprés:

Essai

Atrticles
et paragraphes

Examen visuel

Tension de tenue (rigidité diélectrique)
Capacité

Tangente de I’angle de pertes

10

11.1
11.2
11.3

Résistance d’isolement
Sortie de ’armature extérieure (si applicable)

11.4
11.7

8.2 L’échantillon doit alors étre divisé en quatre groupes. Dans chaque groupe ou sous-groupe, tous

s TC de Icur enuimeration, 1es es5ais 1 Tes dans le tableau
ci-apres: : Q\
Articles et
. paragraphes
Essai Publication N a(rja aﬁ s dela
68 de la CEI Je celie | Ipyplication
6 /1 orme 384-1 de la
~[-/21 ~[=104 CEI
Premier groupe \/ Q
Robustesse des sorties .
Résistance & la chaleur lPre.rr}l' € X 12.1 16
de soudure J moitié b X X 1221 17
N
Soudabilité . X 1222 17
Variations rapides de . - 12.3 18
température . ,e
Vibrations Fc X - 12.4 19
\ ou Ea X X 1250u 126 20
12.7 22
Ba X X 12.7.2 222
Db X x® 12.7.3 22.3
Aa X X 12.7.4 224
M X2 x? 12.7.5 225
Db X - 12.7.6 22.6
Ca X X 12.8 23
Troisiéme groupe
Endurance X X 12.9 24
Quatriéme groupe
Variation de capacité en fonction X X 115 25
de la température
Inductance X2 x? 11.6 14
Stockage a basse température Hb x? x? 12.10

Notes 1, 2, 3 et 4, voir page 16.
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The capacitors shall be subjected to the following tests in the order stated below:

Test Clause and
sub-clauses
Visual examination 10
Voltage proof 11.1
Capacitance 11.2
Tangent of loss angle 11.3
Insulation resistance 114
Outer foil termination (when applicable) 11.7

8.2 Th:sample shall then be divided into four parts. All capacitors in each part shall undergo the following

tests in[fhe order stated below: <(

Categories and test indice: auses, and|
IEC Sub- 5¢ Sub-clauses
this

Test Publication \ >P of IEC
68 sta ublication
—/-/56 _
I _/_%B\ 384-1
O

~/-/21

First|part , \/ Q >
Robuystness of .
termhinations Firsthalf) g x X 12.1 16
Residtance to soldering o Tb 12.2.1 17
h the part
et
T
c
a

Z

tethperature
Vibrition
Bump or shock ¥

Climptic sequen@w
Dry heat

Damp heat, cyclic test Db,

Sold¢rability 12.2.2 17
Rapifd change of O:; 12.3 18
haif of

the part X - 124 19

Eg orEa 12.50r 12.6 20

12.7 22
X X 12.7.2 22.2

& X x® 12.7.3 223

%

cy¢le
Col X X 12.7.4 224
Low|air pre N M x? X2 12.7.5 22.5
Damp heat i Db X - 12.7.6 22.6

Secopd part

Damp heat, stea Ca X X 12.8 23

Third part .

Endurance X X 129 ‘ 24

Fourth part

Temperature coefficient and cyclic X X 11.5 25
drift

Inductance . x? x? 11.6 14

Storage at-low temperature Hb X2 X2 12.10

Notes 1, 2, 3 and 4, see page 17.
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Notes U La léttre « x » indique que la méthode d’essai et les exigences sont fixées dans les articles et paragraphes
mentionnés et que 1’essai est applicable; les autres indications sont conformes & celles de la Publication 68
dela CEIL i

% Si requis dans la spécification particuliére.
%) L’essai n’est pas requis pour les condensateurs de catégorie —/—/04.
Y La spécification particuliére doit indiquer lequel de ces deux essais est applicable.

\

9. Conditions atmosphériques normales d’essai

Selon article 5 de 1a Publication 384-1 de la CEL

Les conditions d’arbitrage choisies dans le paragraphe 5.2 de la Publication 68-1 (1969) de la CE1
sont les suivantes:

— Température: 20+ 1°C
— Humidité relative: 65% -+ 2%
— Pression atmosphérique: 96 4- 10 kPa (960 + 100 mbar)

10] Examen visuel et vérification des dimensions

suivante:

Dommage visible

Le dommage visible est défini comme étan

r

du produit & "emploi pour lequeN] a été

hire 1’aptitude

11{ Essais électriques

11J1  Tension de tenue (rigidité diélec iqu%
Selon article 9%de 1a i 84% | I, compte tenu des modalités suivantes:

1141.1

an‘que la tension soit appliquée immédiaterhent a travers
| et que les courants de charge et de décharge|ne dépassent

re appliquées pendant 1 min pour les essais de type pt 2 s pour les
rication _enkee les points de mesure décrits dans le tableau I du paragrgphe 8.2 de la

Point d’application Tension d’essai
la 2 UR
1b-1c-1d 2 Uy avec un minimum de 400 V

11.2  Capacité

Selon article 10 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

11.2.1 La mesure de la capacité doit se faire & une fréquence de:
a) pour les condensateurs de capacité nominale Cr < 1000 pF:

— Pour les mesures normales: 1 MHz + 20% ou 100 kHz 4 20%
— Pour les mesures d’arbitrage: 1 MHz + 20%
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1) The letter “*x”’ indicates that the test procedure and the requirements are laid down in the clauses and sub-

clauses mentioned, and that the test shall be made. The other indications are in accordance with TEC

Publication 68.

2 When required by the detail specification.
3 The test is not required for capacitors of category —/—/04.
4 The applicable test shall be indicated in the detail specification.

9. Standard atmospheric conditions for testing

Clause 5 of 1 EC Publication 384-1.

Conditions for referee tests (as selected from Sub-clause 5.2 of I E C Publication 68-1 (1969).

perature:

— Te 20+ 1°C
— Relqtive humidity: 65% 4 2%
— Alr pressure: 96 + 10 kPa (960 + 100 mbar)

10. Visual &

Clau

Visible damage

Visible damage is defined as any visible damage whic

its inte

“11. Electric

11.1  Voltage

11.1.1 The d

resistan

11.1.2  Thef

between the meassring peints'ef table I ip

NS
A By
NEX

ed purpose.

1 tests

proof

kamination and check of dimensions

7 of IE C Publication 384-1, with the following additiopd

Sub-clause 8.2 of I E C Publication 384-1.

Test voltage

2 Uy

or’a period of 1 min for type tests and 2 s for factory tests

1b - lc_- 1d 2 Ug with a minimum of 400 V

11.2  Capacitance

Clause 10 of I E C Publication 384-1, with the following details:

11.2.1

"The capacitance shall be measured at the frequency of:

a) for rated capacitance Cy < 1000 pF:

— For measuring purposes: 1 MHz i 20% or 100 kHz 4 20%.
— For referee purposes: 1 MHz 4+ 20%.

for
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b) pour les condensateurs de capacité nominale Cg > 1000 pF:

— Pour les mesures normales: 1 kHz + 20% ou 10 kHz + 20%
— Pour les mesures d’arbitrage: 1 kHz +4- 20%

La tension de mesure ne doit pas &tre supérieure a 3% de la tension nominale oua 5 V (
de ces deux valeurs).

Note. — Les conditions de mesure doivent étre les mémes pour les mesures initiales et finales.

la plus faible

11.2.2 La valeur de la capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu de la tolérance et

11

11
11

11

11

11

des erreurs de mesure.

Note. — Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure 4 10 pF ou supérieure a 1 wF, la méthode de mesure et

-I’interprétation des résultats doivent faire I’objet d’un accord entre utilisateur et fournisseur.

Selon article 11 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu itésSuivantes:

3.1 Conditions de mesure selon paragraphe 11.2.1.

3.2 Latangente de [’angle de pertes doit étre mesurée & une fpé
du paragraphe 11.2.1.

3.3 La tangente de I’angle de pertes ne doit pas dépa
de mesure:

a1 MHz ou 100 kHz: 10.10-* pour Cr <
a1 kHzou 10 kHz:

prescriptions

hu des erreurs

Lorsque la capacité nominale estinfex § 3 gu supérieure & 1 wF, les limites doivent

Selon article 8 de la Ryblication 3§ JE I, compte tenu des modalités suivantes:

4.1 La tension esuxe doit étxe ; e aux prescriptions du paragraphe 8.2 de Ja Publication
384-1 i?c ‘
Cette tenSioh esh\ay uge it anément 4 sa valeur exacte & travers la résistance interne de la

source

SsiStanceifiterne par la capacité nominale du condensateur doit &fre inférieur a

isWis lement doit satisfaire aux exigences suivantes:

\> Produit RC minimal Résistance minimale
® G
Catégorie
climatique

Point de mesure laet Cg > 0,1 uF | p . g0 ocire 1b, Icet 1d

Point de mesure 1a et Cg < 0,1 uF

-/-/56 50 000 500
-/-/21
~/-/10 10000 100

—/-]04
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b) for rated capacitance Cg > 1000 pF:

— For measuring purposes: 1 kHz £ 20% or 10 kHz - 20%.
— For referee purposes: 1 kHz + 20%.

The peak value of the applied voltage shall not exceed 3% of the rated voltage or 5 V, whichever is

the less.

Note. — The measuring conditions shall be the same for initial and final measurements.

11.2.2 The measured capacitance value shall be equal to the rated capacitance taking into account the
tolerance and measurement errors.

Note. — For capacitors with a value of less than 10 pF or of more than 1 pF, the method of measurement and the
interpretation of the results shall be agreed upon between user and supplier.

11.3  Tangent-ofdessangle

Clquse 11 of I E C Publication 384-1 with the following details:

11.3.1 Magasuring conditions: see Sub-clause 11.2.1.

11.3.2 The tangent of loss angle shall be measured at a frequency as specifi

11.3.3 The tangent of loss angle shall not exceed following limi

CIrors:

1 MHz or 100 kHz:
1 kHz or 10 kHz:

— at
— at

~ specification.

11.4  Insulption resistance

C
Me

-

g

11.4.1

The v
voltay

The g
prescti

Thei

10.10- for Cr < 1000 p

Whel‘thé rated capacitance is 10 pF or Iess, o

nce shall meet the following requirements:

ment

Hetail

yalue

Minimum RC product Minimum resistance
in (s) in (GQ)
Climatic
category
. . Measuring point 1a and Cg < 0.1 pF
Measuring point la and Cg > 0.1 uF Measuring points 1b, 1c and 1d
—/-/56 50 000 500
-/~/21
—/-/10 10 000 100
~/-/04
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Pour la mesure des résistances d’isolement de trés fortes valeurs entre les sorties d’un condensateur, -
dans le cas ou les deux sorties sont isolées du boitier, il est nécessaire d’utiliser un appareil a trois
.bornes ou une méthode utilisant un anneau de garde.

Une méthode convenable est décrite dans ’annexe A.

11.4.2 Lorsque I’essai n’est pas effectué a la température de 20 °C le résultat de la mesure doit, s’il y a
lieu, étre ramené a 20 °C, en multipliant la valeur mesurée par le facteur de correction approprié.

En cas de doute, la mesure a 20 °C est décisive. Les facteurs de correction suivants peuvent &tre
considérés comme une moyenne pour les condensateurs a diélectrique en polystyréne.

Température °C ljfffffff:
15 0,75
20 1,0
23 1,25
27 1,5
30 1,75
35 2,Q

11.5

htes:
115,

11.5.2 pérature et

dérive de capacité @ de stabilité

applicable confd

11.6

11.7

“cte de la borne reliée & I’armature métallique extérieure doit étre vérifiée par une

-méthodene déd¥riorant pas le condensateur.

Selon article 15 de la Publication 384-1 de la CEL

12. Essai d’environnement
12.1 Robustesse des sorties '

Selon article 16 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:
12.1.1 Essai Ual — Traction

Pour les sorties pér fil de d < 0,3 mm: 2,5 N ,
d > 0,3 mm, voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 16.1.
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For measurement of very high insulation resistances between terminations of capacitors where both
terminations are insulated from the container, it is necessary to use a three-terminal or guard-ring

method of measurement.

A suitable method is described in Appendix A.

11.4.2 When the test is carried out at a temperature other than 20 °C the result shall, when necessary, be
corrected to 20 °C, by multiplying the result of the measurement by the appropriate correction factor.

In cases of doubt, measurement at 20 °C is decisive. The following correction factors can

be considered as average for polystyrene film dielectric capacitors.

Temperature °C Correction factor

11.5 Variqtion of capacitance with temperature
1E|C Publication 384-1B, Clause 25, with the fo
11.5.1 Cohditions for the measurement of capacitancd

Number of cycles: one.

11.5.2 Thg¢ change of capacitange during aniy af@izB
temperature cyclic drift of it3 e

ing t¢ Sub-clause 5.4,

11.6  Indugtance ( w@tﬂ~
Clguse 14 of 1 Py

rgtlre cycle (temperature coefficient and
in the limits of the relevant stability class ag

cord-

Th peasured. The limit for its value shall be prescribed in the
detai
11.7 Oute
Th ; idation of the termination which is connected to the outside metal foil shi

checKed in suth a way that the capacitor is not damaged.

Clquse 15 of IE C Publication 384-1.

11 be

12. Iinvironmental tests
12.1  Robustness of terminations

Clause 16 of IE C Publication 384-1, with the following details:
12.1.1 Test Ua1 — Tensile

For wire terminations with d < 0.3 mm: 2.5 N

d > 0.3 mm, see 1 E C Publication 384-1, Sub-clause 16.1.
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12.1.2  Essai Ub — Pliage

Cet essai ne doit pas étre effectué si les sorties sont décrites comme étant rigides ou si elles sont
radiales ou unilatérales et destinées & des applications pour circuits imprimés.

Sévérité: diamétre des sorties: < 0,3 mm: Méthode 1: un pliage dans chaque direction.
diameétre des sorties: > 0,3 mm: Méthode 2: deux pliages dans une direction seulement.

12.1.3 Essai Uc — Torsion

Cet essai ne doit pas étre effectué si les sorties sont décrites comme étant rigides ou si elles sont
radiales ou unilatérales et destinées & des applications pour circuits imprimés.

Sévérité 2: Deux rotations successives de 180° doivent étre effectuées.

12.1.4—Essai Ud— Couple {pour sorties jiletées ou taraudées et dispositifs imtegres)

Sévérité 1.

12.2 | Soudure
Selon article 17 de la Piiblication 384-1 de la CE 1, compte

12.2.1 Résistance a la chaleur de soudure

12.2.1.1 Epreuve: pas de séchage préliminaire.

n 68-2-20A
it imprimé)
i‘Itions de la

12.2.

a 2 heures -

hs dépasser

11.3.3.

12.2.]

12.2.2. Etre soumis
aux(conditionsgde ’essai T de la Publication 68-2-20 (1968) de la CET en appliquant soit|la méthode
defla goutte de soudure (paragraphe 3.4) soit la méthode du bain de soudure, souda‘)ilité (para-
graphe 3.2.3) avec, dans ce dernier cas, la dérogation suivante: les sorties par fils, prévues par le
fabricant pour étre utilisées avec les ciblages imprimés, doivent &tre immergées jusqu’a un point
distant de 2 *3° mm du corps avec utilisation d’un écran thermique convenable qui simulera une
carte de circuit imprimé.

Notes 1. — Les exigences pour la méthode d’essai & la goutte doivent étre prescrites en spécification particuli¢re ou
faire I’objet d’un accord entre fournisseur et utilisateur.

2. — Lorsque ni la méthode du bain de soudure ni la méthode de la goutte de soudure ne sont applicables, on
doit utiliser la méthode du fer & souder avec un fer de forme A.

12.2.2.2 Exigence: Etamage correct des sorties.
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12.1.2 Test Ub — Bending

This test does not apply to components of which the terminations are described as rigid, and to

components with radial or unilateral terminations designed for printed wiring applications.

Severity: for lead diameters < 0.3 mm: Method 1: one bend in each direction.

for lead diameters > 0.3 mm: Method 2: two bends in one direction only.

12.1.3 Test Uc — Torsion

This test does not apply to components of which the terminations are described as rigid and to

components with radial or unilateral wire terminations designed for printed wiring applications.

Severity 2: Two successive rotations of 180° shall be applied.

12.1.4 Test|

Sevd

12.2  Soldei
Clayse 17 of I EC Publication 384-1, with the following details;

12.2.1  Resifstance to soldering heat

12.2.1.1  Cdnuditions: no pre-drying.

Uni
(.970)
Metho
relevary

12.2.1.%.  FiA

The
measu

The
The

The

1222 Sold,

12.2.2.1 Ugn
p-ocedpre Of jtest

DOA
or
the

ard

eed

less otherwise grescribed in the detail specification, the capacitors shall be subjected to|the
of TEC Publication 68-2-20 (1968) using either the solder globule method,

Sub-clanise 3.4) or the solder bath method (Sub-clause 3.2.3) with the following deviations: the ire

terminafions stated by the manufacturer {0 be suitable for use with printed wiring shall be immersed
“u»to 2 T3 mm from the body with a suitable heat shield, which will simulate a printed wiring board.

Notes 1. — The requirements for the globule test method shall be prescribed in the relevant detail specification or shall

be subject to agreement between supplier and user.

2. — When neither the solder bath nor the solder globule method is appropriate, the soldering iron test shall be

used with soldering iron size A.

12.2.2.2  Requirement: Good tinning.
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12.3  Variations rapides de température

Selon article 18 de la Publication 384-1 de la CET compte tenu des modalités suivantes:

Nombre de cycles: 5
Durée d’exposition aux températures extrémes: #1: 30 min ou 3 h, comme prescrit dans la spéci-

fication particuliére.

12.3.1 Aprés une reprise de 1 h a 2 h dans les conditions atmosphériques normales de mesure les conden-
sdteurs doivent &tre examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de dommage visible.

1232 la capamte et la tangente de ’angle de pertes doivent alors etre mesurées. La variation de capacité
e : e : urs  données

au tableau I.

La variation maximale de capacité pour les valeurs de capacité noa

_ h 50 pF doit
étre prescrite dans la spécification particuliére.

La tangente de ’angle de pertes ne doit pas dépasser la valeuy’spevifiée : |.3.3.

12.4 Vibrations

Selon article 19 de la Publication 384-1 dé la b nodalités suivantes:
Miéthode
Durée -
Sévérité
Méthode de montage

124. présenter de

12.4. - mesurée au

iéfe.

12.4. ce escritudans Ja spécification particuliére, il doit &tre procédé, au coyrs de la der-

12.4 it se produire

hit, ni court-

12 Sannaso
» —ECOUTICS

Selon article 20 de la Publication 384-1 de la CEI, compte. tenu des modalités suivantes:

La méthode de montage et la sévérité doivent étre prescrites dans la spécification particuliére.

12.5.1 Aprés D’essai les condensateurs sont examinés visuellement.

11s ne doivent pas présenter de dommage visible.

12.5.2 La capacité est alors mesurée. La variation de capacité par rapport a la valeur mesurée au para-
graphe 12.4.2 ne doit pas dépasser la valeur donnée dans la spécification particuliére.
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12.3  Rapid change of temperature

Clause 18 of I E C Publication 384-1, with the following details:

Number of cycles: 5

Duration of exposure at the temperature limits:

detail specification.

30 min or 3 h, as prescribed by the

12.3.1 After 1 h to 2 h recovery under standard measuring condltlons the capamtors shall be visually
examined. There shall be no visible damage.

12.3.2 The capac1tance and the tangent of loss angle shall then be measured. The change of capacitance
compare e me ; ;

The m
in the

The ta

12.4  Vibrat

Clay

M
D
Sq
M

12.4.1 Afte

124.2 The
neasu

12.4.3 Whs

short di

quency

12.4.4 Whey

Hetail specification.

hgent of loss angle shall not exceed the value specified in Sub-

yon
se 19 of IEC Publication 384-1, with the following details)

ethod

uration

verity

ounting method

12.5 Bump

ven

hlue

ioh of

L or
fre-

Clause 20 of 1 E C Publication 384-1, with the following details:

Methods of mounting and the severity shall be prescribed in the detail specification.

12.5.1 After

the test, the capacitors shall be visually examined.

There shall be no visible damage.

12.5.2 The capacitance shall then be measured. The change in capacitance compared with the value

measured in Sub-clause 12.4.2 shall not exceed the value given in the detail specification.
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12.6 Chocs

Selon Publication 68-2-27 (1972) de 1a CEI, compte tenu des modalités suivantes:

La méthode de montage et la sévérité doivent étre prescrites dans la spécification particuliére.

12.6.1 Apres I’essai les condensateurs sont examinés visuellement.

Ils ne doivent pas présenter de dommage visible.

12.6.2 La capacité est alors mesurée. La variation de capacité par rapport a la valeur mesurée au para-
graphe 12.4.2 ne doit pas dépasser la valeur donnée dans la spécification particuliére.

12.7__Séquence climatique

Selon article 22 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu de dalités ivalltes:

Préconditionnement (si requis dans la spécification particulic¢re)
Conditions d’essai: conditions atmosphériques normales d’gssai.

Durée: a spécifier dans la spécification particuliére.

12.4.1  Mesure ihitiale

La capacité, la tangente de I’angle de pertes et Ja régisth isole doivent &tre mdsurées.

12.7.

1.z

éyéritéb (55 °C) pour la méthode d’essal.

12.7
12.7.

12.7.5. o¥%ai1,\s1 prestrit dans la spécification particuliére, doit étre effectué a une tempfrature com-
5.°C et 35 °C a une pression de 8,5 kPa (85 mbar), sauf prescription cqntraire de la

- —Tadurée de essai doit etre de

12.7.5.2 La tension nominale doit étre appliquée pendant les cinq derniéres minutes de la période de 1 h,
les condensateurs étant encore a la basse pression spécifiée.

12.7.5.3 Pendant et aprés I’essai, il ne doit étre constaté aucune perforation ni contournement, ni défor-
mation nuisible du boitier. ’

* Jusqu'au Ier janvier 1980, 1’essai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la CEI) peut
également étre encore utilisé en variante. Cependant ’essai Db est préférentiel.
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12.6  Siock
I1E C Publication 68-2-27 (1972), with the following details:

Methods of mounting and severity shall be prescribed in the detail specification.

12.6.1 After the test, the capacitors shall be visually examined.

There shall be no visible damage.

12.6.2 The capacitance shall then be measured. The change in capacitance compared with the value
measured in Sub-clause 12.4.2 shall not exceed the value given in the detail specification.

12.7 Climati sequence

Clauge 22 of I E C Publication 384-1 with the following details:

Preconditioning (if required by the detail specification)
Test ¢onditions: standard atmospheric conditions for testing.

Duraftion: to be specified in the detail speciﬁcafion.

12.7.1 [Initiaf measurement

Capalitance, tangent of loss angle and insulation resistahce §hall be'teasu

12.7.2  Dry heat

Sub-glause 22.2 of I E C Publication 384-1, duration

12.7.3 Damp heat, cyclic test Db *%

For test conditions see Suk-clabise ation 384-1 and for the test method IEC

Publication 68-2-30 (196D} sevexity b

12.7.4 Cold
Sub-g

12.7.5 Low gir
Sub-d

12.7.5.1 Thg e detail specification shall be made at a temperature of 15 °C to 35[°C
and a pfessurewo 3 (85 mbar), unless otherwise stated in the detail specification.

The durafion of the test shall be I h.

12.7.5.2 While still at the specified low pressure and during the last five minutes of the one hour period,
the rated voltage shall be applied.

12.7.5.3 During and after the test there shall be no evidence of permanent break-down, flashover or harm-
ful deformation of the case.

* Until ]st January 1980, alternatively the accelerated damp heat test D (IEC Publication 68-2-4 (1960)) may still be used.
However, test Db is preferred.
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12.7.6  Essai cyclique de chaleur humide, essai Db *, cycles restants

Selon paragraphe 22.6 de la Publication 384-1 de la CEI pour les conditions d’essai et selon la

Publication 68-2-30 (1969) de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

12.7.6.1 Au cours des 15 min suivant la sortie de la chambre humide la tension nominale doit &tre appli-
quée au point d’essai A pendant une minute selon les modalités d’essai figurant au paragraphe 11.1.

12.7.7 Examen, mesures et exigences finals

Selon paragraphe 22.7 de la Publication 384-1 de la CE1, compte tenu des modalités suivantes:

12.7.7.1 Aprés une reprise de 1 h a 2 h dans les conditions atmosphériques normales d’essai, les conden-

lisible.

12]7.7.2 1La capacité, la tangente de I’angle de pertes et la résistance d’i

12]7.7. 3 La variation de ca-pacité par rapport a la valeur

sateurs sont examinés visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage vigible et marcﬂuage doit étre

?surées.

1, ne doit pas

Classe de stabilité

Wﬁ\\\/

_@5\\\ i 1156
&MQ%\%\>¢(1% + 19F) +0,5%(+ 1 pF)
£(1,2% + 1,2 pF) +(1% 4 1P

cap
iCuliére.

ité'inférieures & 50 pF, la variation maximale de cap

acité doit étre

ige spécifiée au

valeurs spéci-

Catégorie climatique

Résistance d 1solement en pourceniage
de I’exigence initiale

~/~156
—/-/21
-/-/10
~/-/04

20%
50%
50%
50%

* Jusqu’au 1°r janvier 1980, I’essai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la. CEI) peut
également étre encore utilisé en variante. Cependant, ’essai Db est préférentiel.
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12.7.6  Damp heat, cyclic, test Db *, remaining cycles

For test conditions see Sub-clause 22.6 of I E C Publication 384-1 and for the test method TEC
Publication 68-2-30 (1969) with the following details:

12.7.6.1 Within 15 min after the removal from the damp heat test, the rated voltage shall be applied at test

point A

12.7.7 Final

for 1 min, using the test circuit conditions as given in Sub-clause 11.1.

examination, measurements and requirements

Sub-clause 22.7 of I E C Publication 384-1, with the following details:

12.7.7.1 After 1 h to 2 h recovery at standard atmospheric conditions for testing, the capacitor shall be

visuall

12.7.7.2 Thg

12.7.7.3 The
exceed

examined. T here shatt-be 1o visible damage and the marking shatt be fegibie.

he values given in the table hereafter:

q

Cliézﬁtegory \)

$tability class A \(\ (\)
—/-04; —/—/10«\ _/_% w 56

12 (2% + 1.2(pF) \\i(l\ + NoF) £(0.5% + 1 pF)

—=

For cap
detail s

12.7.7.4 'Thq

smaller t

\\é )

+15p +{M29% -+ 1.2 pF) +(1% + 1 pF)
acitance nS5 imum capacitance change shall be specified in
pecification.

tangent otNoss\ang ceed twice the limits specified in Sub-clause 11.3.3.

the

12.7.7.5 Thqi istance shall not be less than the following percentages of the values specified
in Sub-flause :
Insulation resistance as percentage of initial
Cifatic caregory : -
requirement
~/-156 209%
—/—/21 50%
-/-/10 50%
~/-{04 50%

* Until st January 1980, alternatively the accelerated damp heat test D (IE C Publication 68-2-4, (1960)) may still be used.
However, test Db is preferred.


https://iecnorm.com/api/?name=b8682177c705b154de6e9839a9eeb05c

— 30 —

12.8 Essai continu de chaleur humide

Selon article 23 de la Publication 384-1 de la CE1, compte tenu des modalités suivantes:

12.8.1 Au cours des 15 min suivant la sortie de la chambre humide I’essai de tension de tenue doit étre
effectué conformément au paragraphe 11.1 mais en appliquant une tension égale a la tension

nominale.

12.8.2 Lorsque cela est prescrit dans la spécification particuliére les condensateurs de catégorie —/—/04

doivent &tre soumis & un séchage assisté conformément au paragraphe 5.1.1.

Aprés I’achévement du séchage assisté les condensateurs doivent étre placés dans les conditions atmo-

sphériques normales d’essai pendant 1 h 4 2 h.

128.3 Examen, mesures et exigences finals

12f8.3.1 Aprés une reprise de 1 h a 2 h dans les conditions atmosphégique
sateurs sont examinés visuellement.

11 ne doit pas y avoir de dommage visible et le marquage

1218.3.2 La capacité, la tangente de I’angle de pertes 1 ¢) d¥isolemént

la valeur appropriée donnée dans\e tabl

i, les conden-

1218.3.3 La variation de capacité par rapport a1 staphe 11.2 ne doit pas dépasser

—/1/56

+(0,5%|+ 1 pF)

es valeurs spécifiées au paragraphe 11.4.1.

Pour leCale ) capacitéNinférieures & 50 pF, la variation maximale de| capacité doit
ries ne doit pas dépasser deux fois la limite approprige spécifiée au

ément, mesurée selon le paragraphe 11.4 ne doit pas &tre infériqure aux pour-

Résistance d’isolement en pourcentage
de ’exigence initiale

Catégorie climatique

~I-/56 20%
—/~/21 50%
/10 50%
—/—/04 50

12.9 Endurance

Selon article 24 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:
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